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Introducao |

Os surfactantes catiénicos afetam o comportamento
dos o6xidos alterando as distancias de ligagdo M-O
na superficie das particulas. Anteriormente,
tentando estudar a interacdo direta dos surfactantes
aniénicos com os ions metalicos foi produzido o
precursor La"- DASY. A decomposicdo térmica a
1000°C deste precursor produz o La,0,S0O,. Neste
trabalho, foi estudada a interacdo direta do
surfactante DAS-Ba com os fons Sm* na forma
sulfato. O complexo foi caracterizado e tratado
termicamente até 1000°C produzindo um residuo
gue contém as fases (Sm,0,S04/Sm,0,S) tal como
indicado pelo DRX e refinados por Rietiveld. A
importancia dos sistemas oxissulfatos/ oxissulfetos
de lantanideos mais leves (Ln = La, Pr, Nd e Sm)
decorre de suas aplicagBes em semicondutores, no
design de materiais fosforescentes, tomografia
computadorizada, estocagem de oxigénio e
deteccéo de radiacao *°.

Resultados e Discussao |

(@] composto [sz[(C12H10N03S)3]2'12H20] (2024,6
g/mol): C(%) = 42,68 (1,24), Exp. = 42,15; H(%) =
4,15 (2,89), Exp. = 4,03; N(%) = 4,15 (7,22), Exp. =
3,85; apresentou no IV bandas caracteristicas do
ligante sulfonato v(N-H)cm™ [def. axial 3389], v(N-
H)cm™ [def. ang. 1593], v(C-N)em™ [def. axial C-N
aromatico 1325], v(M-SOz)cm™ [def. axial 1158,
1129, 1037]. A TG/DTG (O,) do composto, figura 1,
mostrou perdas de massa até aproximadamente
500°C, com consequente estabiliza¢cdo de massa. O
DRX do residuo do precursor, termicamente tratado
até 1000 °C, simulando as mesmas condi¢bes da
TG/DTG, corresponde a mistura de Sm,0,S
(60,6%), Sm,0,S0, (32,0%) e SmM,S,0 (7,4%)
figura 2. A fase oxissulfeto refinada por Rietiveld
produziu a estrutura da figura 3. Os picos de DRX
do Sm,0,S podem ser indexados ao grupo espacial
trigonal P-3m com parametros de célula a =
3.8938(0) A, ¢ = 6.7163(1) A e volume de 88.19(0)
A% A estrutura cristalina pode ser descrita como
uma estrutura de camadas tetraedrais de (szoz)+2
empilhadas e ligadas ao S pelo vértice °.
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Figura 3. Sm»0,S

Conclusodes

Normalmente tem sido sugerida que uma pequena
diferenca encontrada nas distancias inter atémicas
e angulos dos oxissulfetos de Ln (Ln = La, Pr, Nd e
Sm) poderia ser entendida unicamente com base
nas pequenas diferencas de raios ibnicos da série
lantanidica. Entretanto, para explicar as distancias
Sm;—0; 2405 A e Sm;—S; = 2933 A no
oxissulfeto de Sm* torna-se necessario admitir
também a ocorréncia de uma distorcdo geométrica
no tetraedro (szoz)+2 devido a interagcdo mais
forte dos fons Sm* com o fon sulfeto S™.
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